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FIB-SEM, skaningowy mikroskop elektronowy
SEM z dzialem jonowym FIB

Opis techniczny:

FIB-SEM Crossbeam 350 z kolumna GEMINTI i zrédtem elektronéw FEG
oferuje obrazowanie w wysokiej rozdzielczosci przy uzyciu zaawansowanych
trybow detekcji, w tym InLens (SE), InLens (EsB), Angle Selective Back-
Scattered Detektor (AsB). Ustawienia obrazowania optyki Gemini , takie jak
napiecie przyspieszajace lub prad wigzki, mozna plynnie regulowa¢ (z
wybranym okreslonym skokiem). Rownolegta detekcja elektronéw wtérnych
(SE) w osi soczewki obiektywowej oraz selektywne energetycznie
rozproszenie wsteczne (EsB) pozwala z tatwoscia zidentyfikowaé najmniejsze
roznice w sktadzie chemicznym materiatow. Wyposazony w zaawansowany
system zogniskowanej wiazki jonow FIB, ktéry umozliwia szybkie i
precyzyjne usuwanie warstwy materialu oraz wycinanie probek (lameli) dla
FIB-SEM Crossbeam 350 z kolumng GEMINTI i zrédtem elektronéw FEG
oferuje obrazowanie w wysokiej rozdzielczosci przy uzyciu zaawansowanych
trybéw detekcji, w tym InLens (SE), InLens (EsB), Angle Selective Back-
Scattered Detektor (AsB). Ustawienia obrazowania optyki Gemini II, takie
jak napiecie przyspieszajace lub prad wigzki, mozna plynnie regulowac.
Réwnolegta detekcja elektronéw wtérnych (SE) w osi soczewki obiektywowej
oraz selektywne energetycznie rozproszenie wsteczne (EsB) pozwala z



tatwoscia zidentyfikowa¢ najmniejsze roznice w sktadzie chemicznym
materialéw. Wyposazony w zaawansowany system zogniskowanej wiazki
jonow FIB, ktéry umozliwia szybkie i precyzyjne usuwanie warstwy
materialu oraz wycinanie probek (lameli) dla TEM. Mozliwosci Crossbeam
mozna rozszerzyc¢ za pomoca oprogramowania Atlas 5 (ZEISS), wiodacego
na rynku pakietu do szybkiej, precyzyjnej tomografii. Crossbeam 350
(ZEISS) ma optyke elektronowa Gemini i optyke jonéw FIB dostosowana do
szybkosci i precyzji.

Nazwa handlowa: Crossbeam 350 (ZEISS)

Wiecej szczegolow: /equipment/fib-sem-skaningowy-mikroskop-
elektronowy-sem-z-dzi/

Rodzaj dostepu: Zewnetrzna
Rodzaj akredytacji / certyfikatu: Nie dotyczy
Osoba kontaktowa: Kruk Adam

Osoba kontaktowa - adres strony www: https://skos.agh.edu.pl/osoba/
adam-kruk-1679.html

Jednostka odpowiedzialna: Wydziat Inzynierii Metali i Informatyki
Przemystowej

Grupa / laboratorium / zespol: Katedra Metaloznawstwa i Metalurgii
Proszkéw. Pracownia: Centrum Mikroskopii elektronowej dla Inzynierii
Materiatowej

Data ostatniej aktualizacji: 22 lutego 2023 08:13
Rok wprowadzenia do uzytkowania: 2023
Obszary badawcze IDUB:

(POB 5) Materiaty, technologie i procesy inspirowane natura:
biotechnologia, bioinspiracje w inzynierii i nauce o materiatach,
biosensory, bioenergetyka, biokataliza, biokomputery i bioobliczenia

(POB 7) Projektowanie, produkcja, badanie nowoczesnych materiatow i

przysztosciowych technologii w oparciu o multidyscyplinarne podejscie
laczace inzynierie materialowa z chemia, fizykg, matematyka i medycyna

Mozliwosci badawcze:

InLens (SE), InLens (EsB), Angle Selective back-scattered detector (AsB),
Tomografia FIB-SEM

Mozliwosci pomiarowe:

Obrazowanie mikrostruktury w elektronach wtéwrnych SE i wstecznie
rozproszonych BSE. Tomografia FIB-SEM. Wykonanie lameli do badan TEM.

Warunki udostepniania infrastruktury:
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Na warunkach uzgodnionych z Kierownikiem laboratorium - dr hab. inz.
Adam Kruk, prof. AGH
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